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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondjalexde noyma 'sat| Q composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatign dans lectricité
et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des No eur’élaboration
est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité natiopal in par e sujet traité peut
participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouyve nem &n lialgon avec la CEl,
participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I ale de Normalisation

(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisa

3) Les documents produits se présentent sgls i internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides Rar les Comités nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, it8 natlo atx de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure pqSsible, ternationales de la CEIl dans leurs normes

nationales et régionales. i CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée ¢

5) La CEIl n’'a fixé aucune proc me indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand u ne de ses normes

6) L’attention est attirée sur le gue certains _deséléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objet de droits de prgpxiétéN drejts ahalogues. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié 3 i jété pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatj a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs

optoélectronique agerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteyrs.

Cette premigrs édjtion ¢ partiellement la deuxieme édition de la CEl 60747-5 (1992) et
constituéwune iSiC ique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).

Elle doit étre luesgnjojntement avec la CEl 60747-1, la CEIl 62007-1 et la CEIl 62007-2.
Le texte de cette norme est issu en partie de la CEI 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniqguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory Work International, governmental apd ™ e
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté itk Intergational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete B

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techhical( m

3) The documents produced have the form of xeco

4) In order to promote international unificatio,

5) The IEC provides no mrk|n proce

6) Attention is drawn4Q the
of patent rights. @ C

It should be read jotrtly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of this standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60747 décrit les méthodes de mesure applicab
optoélectroniques qui ne sont pas destinés a étre utilisés dans le dopia
sous-systemes a fibre optique.

aux dispositifs

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositio ) 5 @ de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour [a\pré ) de la CEI 60747.

a présente partie de la
éditions les plus récentes
| et de I'ISO possedent le

est sujet a révision et les part|es prenantes au
CEI 60747 sont |nV|tees a rechercher 3 3
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 60747 describes the measuring methods applicable

optoelectronic
devices which are not intended to be used in the fibre optic systems or

2 Normative references

IEC 60068-1:1988, Environmental testing~— Part™d and qguidance

N
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